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Относительные интенсивности характеристического излучения элементов часто используются в практике рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) для нивелирования влияния различных факторов: нестабильности первичного излучения, морфологии пробы, матричных эффектов [1, 3, 4]. Но существующие способы имеют ряд ограничений. Так, подход Б.Д. Калинина применим для анализа объектов со слабым межэлементным влиянием и известными пределами изменений концентраций компонентов [4]; в противном случае необходимы сложные уравнения с большим количеством параметров. Подход А.В. Бахтиарова требует большого количества образцов сравнения (ОС) для анализа многоэлементных объектов, а используемые уравнения могут быть неустойчивыми [1]. Развиваемый Н.П. Ильиным «альтернативный» РФА применим только для анализа в тонких слоях [3]. Дополнительные трудности могут возникнуть, если в образцах содержится значительное количество недетектируемых элементов. Предложенные подходы требуют учета морфологии пробы [6] либо ограничены образцами, близкими к ОС [2].

В настоящей работе развивается предложенный нами ранее способ РФА, основанный на использовании отношений интенсивностей характеристических линий [image: image1.png]L/1;



 [5]. Зависимость такого аналитического сигнала от отношения концентраций элементов [image: image2.png]C./
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 квазилинейна в интервале нескольких порядков, а ее параметры часто линейно зависят от концентраций мешающих элементов. Использование зависимости отношений интенсивностей когерентно и некогерентно рассеянного пробой характеристического излучения анода рентгеновской трубки ([image: image3.png]Ny —



) от суммарного содержания недетектируемых элементов Cнедетект., параметры которой часто линейно зависят от [image: image4.png]C./
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, позволяет повысить точность определения. Для анализа используют систему уравнений
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с условием ΣCi = 1. Таким образом, в работе получены новые уравнения связи, позволяющие учитывать матричные эффекты и присутствие недетектируемых элементов и существенно отличающиеся от предлагавшихся ранее своей простой формой, минимальным количеством параметров (ai, bi). Предложенный способ не уступает по точности существующим подходам, но позволяет проводить анализ, в том числе и безэталонный, объектов сложной формы и морфологии и образцов, содержащих значительные количества недетектируемых элементов, т.е. является более универсальным. Адекватность способа проверена при проведении анализа сталей и оксидных материалов.
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